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n  E V A 1 0 0 による A D Cリニ アリティ試 験

E V A 1 0 0は A D Cのリニアリティ特性を測定するた
めに必要な計測モジュールをコンパクトな筐体内
に実装しています。そして、最適化されたソフトウ
エア・ツール、ライブラリにより、簡単なセットアッ
プで高精度な試験結果を得ることが出来ます。

n  S B & C  L P F  の 使 用 目 的

高精度 A D C測定向けに、E V A 1 0 0は既存のアナ
ログ測定機能を向上するオプションをサポート
しています。このオプションであるS B & C  L P F

は、D U TとL F - A W Gの間の経路において使用
し、A D C変換エラーを引き起こす高調波ノイズ
やスプリアスを大幅に低減した低ひずみ信号
( - 1 3 0 d B  T Y P. )を発生させることができます。

n   テストシ ー ケンス の 標 準 テンプレ ートを 搭 載

S B & Cを使用するための標準のテンプレートが
利用可能です。たとえば、A Cリニアリティ試験で
は、下図に示すサイン波ヒストグラム法があり、さ
らにヒストグラム・エンジンを用いることでデジタ
ルコードの演算やダウンロードの時間を大幅に短
縮できるなどの効果があります。

n  測 定 結 果

n  S T A N D A R D  B O A R D  &  C I R C U I T  
( S B & C )  L P F

S B & C  L P F  ( L O W - P A S S - F I LT E R )は、アナロ
グモジュールであるL F - A W Gと組み合わせて使
用するオプションで、次に示される高機能、高精
度を実現します。

• 	選択可能な 	 9種類の	 L P F  ( 1 0 0 ,  2 0 0 ,  5 0 0 , 
1 K ,  2 K ,  5 K ,  1 0 K ,  2 0 K ,  5 0 K H z )

• 	デジタル制御、省スペ
ース

•  T H D 	 精度 	 - 1 3 0 d B 
T Y P.

• 	高速切り替えおよび、
高い再現性

E V A 1 0 0  リニアリティ測定構成

A V I :  電圧電流源・モニタモジュール 
L F :  2 4 b i t分解能 	任意波形出力 ,  T H D  - 1 0 0 d B  T Y P. 

D M :  デジタルモジュール、ヒストグラム処理
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